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AVANT-PROPOS

CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale |de* normg
posée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de_la CEIl). Lg
I objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation d
aines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des

Fnationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Specifications accessi
ic (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur‘élaboration est confié
ités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le,sujet traité peut particip

ement aux travaux. La CEl collabore étroitement avec I'Organisation Anternationale de Normalisatioj
n des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions™techniques représentent, dans la
bossible, un accord international sur les sujets étudiés, étant{donné que les Comités nationaux int
représentés dans chaque comité d’études.

Publications de la CEIl se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont 4
me telles par les Comités nationaux de la CEIl. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin qus
sure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEIl ne peut étre tenue respons
bntuelle fausse utilisation ou interprétation qui en €st faite par un quelconque utilisateur final.

s le but d'encourager I'uniformité internationaley.les Comités nationaux de la CEl s'engagent, dans
ure du possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de la CEl dans leurs publ
bonales et régionales. Toutes divergences’ entre toutes Publications de la CEl et toutes publ
bnales ou régionales correspondantes deivent étre indiquées en termes clairs dans ces dernieres.

CEl n’a prévu aucune procéduredé marquage valant indication d’approbation et n'engage
onsabilité pour les équipements_déclarés conformes a une de ses Publications.

une responsabilité ne .doit étre imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxilia
dataires, y compris ses\experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des (
bnaux de la CEI, paourytout préjudice causé en cas de dommages corporels ou matériels, ou de to
mage de quelque/natiure que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les codts (y compris |
ustice) et les dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette publication de la CH

ntion estaftirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publ
rencées est’obligatoire pour une application correcte de la présente publication

ention_est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuve
et\de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre teny

les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniere édition de cette publicatior}.

lisation
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La Norme internationale CEI 61000-4-34 a été établie par le sous-comité 77A: Phénomeénes

basse

fréquence, du comité d'études 77 de la CEl: Compatibilité électromagnétique.

Elle constitue la partie 4-34 de la CEl 61000. Elle a le statut de publication fondamentale en
CEM conformément au Guide 107 de la CEl.
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FOREWORD

International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization con
national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of 1EC is to (
Fnational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fig
end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards,(Technical Specifi

lication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC,National Committee int
he subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental an
ernmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates

the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determ
bement between the two organizations.

formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an inter
Sensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation f
Fested IEC National Committees.

Publications have the form of recommendations for intetnational use and are accepted by IEC N
hmittees in that sense. While all reasonable efforts, are;made to ensure that the technical content
lications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or

nterpretation by any end user.

rder to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publ
sparently to the maximum extent possiblelin their national and regional publications. Any div{
veen any |IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indi
latter.

provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible
pment declared to be in conformity-with an IEC Publication.

isers should ensure that they-have the latest edition of this publication.

iability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual expsg
hbers of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property dar
er damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal feg
enses arising out”of“the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any otH
lications.

ntion.is;drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the su
bnt righfs. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

prising
romote
Ids. To
ations,

hnical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to g4s “IEC

erested
d non-
closely
ned by

ational
rom all

ational
of IEC
for any

cations
rgence
ated in

for any

rts and
hage or
s) and
er IEC

ntion is drawh_to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable’forthe correct application of this publication.

bject of

frequency phenomena, of IEC technical committee 77: Electromagnetic compatibility.

Low

It forms Part 4-34 of IEC 61000. It has the status of a Basic EMC Publication in accordance
with IEC Guide 107.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
77A/498/FDIS 77A/515/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti

a l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la(d

ate de

maintgnance indiquée sur le site web de la CEIl sous «http://webstore.iec.chy.; dans les

donné

es relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* re¢onduite;

* supprimeée;

* renplacée par une édition révisée, ou
*+ anpendée.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
77A/498/FDIS 77A/515/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The cpmmittee has decided that the contents of this publication will remain unchangef until
the mpintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstoreiiecich” in
the ddta related to the specific publication. At this date, the publication will be

* re¢onfirmed;

* withdrawn;

» replaced by a revised edition, or
+ anpended.
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INTRODUCTION

EI 61000 est publiée sous forme de plusieurs parties séparées, conformément a la

structure suivante:

Partie 1: Généralités

Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)

Définitions, terminologie

Partie 2: Environnement

Dgscription de I'environnement
Classification de I'environnement
Niveaux de compatibilité

Partigq 3: Limites

Li
Li

comités de produits)
Partig 4: Techniques d'essai et de mesure

Tdgchniques de mesure
Tdchniques d'essais

Partig 5: Directives d'installation et d'atténuation

Guide d'installation
M¢thodes et dispositifs d'atténuation

Partig 6: Normes génériques

Partig 9: Divers

mites d'émissions

mites d'immunité (dans la mesure ou elles ne tombent pas, sous la responsabili{é des

Chaque partie est a_son tour subdivisée en plusieurs parties, publiées soit comme njormes

intern

btionales soit camme spécifications techniques ou rapports techniques, dont certainges ont

déja été publiées egmme sections. D’autres seront publiées avec le numéro de partie, suiyi d’'un

tiret e

complété.d*un second numéro identifiant la subdivision (exemple: 61000-6-1).
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INTRODUCTION

IEC 61000 is published in separate parts according to the following structure:

Part 1: General

General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology

Part 2: Environment

Dgscription of the environment
Classification of the environment
Campatibility levels

Part 3: Limits

Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall under the responsibility of the product
committees)

Part 4: Testing and measurement techniques

Megasurement techniques

Tgsting techniques
Part §: Installation and mitigation guidelines

Ingtallation guidelines
Mitigation methods and devices

Part §: Generic standards
Part 9: Miscellaneous

Each part is further subdivided into several parts, published either as international starndards
or as technical specifications or technical reports, some of which have already been published
as segtions. Others will be published with the part number followed by a dash and a second
number identifying.the subdivision (example: 61000-6-1).
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 4-34: Techniques d'essai et de mesure —
Essais d'immunité aux creux de tension, coupures bréves et
variations de tension pour matériel ayant un courant appelé

de plus de 16 A par phase

1 Domaine d’application

La prgsente partie de la CEI 61000 définit les méthodes d'essai d'immunité ainsi-que la
gamme des niveaux d'essais préférés pour les matériels électriques et électroniques
connectés a des réseaux d'alimentation basse tension pour les creux de tension, l€s coypures
bréves et les variations de tension.

La prgsente norme s’applique aux matériels électriques et électroniques dont le cpurant
nominal d’entrée dépasse 16 A par phase. Elle s'applique aux matériels installés dans des
envirgnnements résidentiels de méme qu'aux matériels industriels,~pour l'aspect creux de
tensign et coupures breves des équipements, monophasés et triphasés, reliés a des réseaux
électriques alternatif de 50 Hz ou 60 Hz.

NOTE Les matériels dont le courant appelé est de 16 A ou moins sonttraités dans la CElI 61000-4-11.

NOTE R Il n'y a pas de limite maximale du courant appelé dans-la{ présente norme. Néanmoins, dans ¢ertains
pays, l¢ courant appelé peut étre limité & une valeur maximale, parexemple 75 A ou 250 A, a cause de nofmes de
sécurit¢ obligatoires.

Elle ne s'applique pas aux matériels électriques et électroniques destinés a étre reliés|a des
résealix électriques a courant alternatif de 400<Hz. Les essais pour les matériels reliés|a ces
résealx seront traités dans des normes CEl & venir.

Le but de cette norme est d'établir une - référence commune pour I'évaluation de l'immunité
fonctipnnelle des matériels électriques et électroniques soumis a des creux de tension,|a des
coupures bréves et a des variations de tension.

NOTE Les fluctuations de la tengion sont traitées dans la CEI 61000-4-14.

NOTE R Pour les matériels en_essai dont le courant assigné est supérieur a 250 A, un équipement d’egsai qui
convierjne peut étre difficile atebtenir. Dans ce cas, I'applicabilité de cette norme sera évaluée avec précaution par
les comités responsables_des ‘normes génériques, produits et familles de produits. Une alternative cor|siste a
utiliser [cette norme comme une trame pour un accord entre un constructeur et un acheteur.

La me¢thode d’essai décrite dans la présente partie de la CEl 61000 détaille une méthode
sans faille podryestimer I'immunité d’'un matériel ou d’'un systéme a un phénomene prégéfini.
Comme décritrdans le Guide 107 de la CEI, ce document est une publication fondamentple en
CEM (destinée a I'usage des comités de produits de la CEl. Comme également mentionné
dans |le\Guide 107, les comités de produits de la CEIl sont responsables du choix d’utilisation
ou non de cette norme d’essai dimmunité et, si elle est utilisée, les comités sont
responsables de la définition des niveaux d’essai appropriés. Le comité d’études 77 et ses
sous-comités sont préts a coopérer avec les comités de produits pour I'évaluation de la
pertinence des essais particuliers d'immunité pour leurs produits.

2 Reéférences normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour I'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60050-161, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 161:
Compatibilité électromagnétique
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4-34: Testing and measurement techniques —
Voltage dips, short interruptions and
voltage variations immunity tests for equipment
with input current more than 16 A per phase

1 Sgope

This gart of IEC 61000 defines the immunity test methods and range of preferred test

levels

for elgctrical and electronic equipment connected to low-voltage power supply. networks for

voltage dips, short interruptions, and voltage variations.

This

exceelding 16 A per phase. It covers equipment installed in residential areas as w
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NOTE

NOTE }
obtain.
for gen
agreem
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in 1EQ
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tandard applies to electrical and electronic equipment having{a-rated input g

rial machinery, specifically voltage dips and short interruption$) for equipment conr
er 50 Hz or 60 Hz a.c. networks, including 1-phase and 3-phase mains.

Equipment with a rated input current of 16 A or less per phase isicovered by publication IEC 6100

There is no upper limit on rated input current in this publication. However, in some countries, th
urrent may be limited to some upper value, for example/ 75*A or 250 A, because of mandatoryf
ds.

s not apply to electrical and electronic:nequipment for connection to 400 H
rks. Tests for equipment connected to these networks will be covered by futun

bject of this standard is to establish"a common reference for evaluating the immu
cal and electronic equipment when subjected to voltage dips, short interruption
e variations.

Voltage fluctuations are covered by publication IEC 61000-4-14.

For equipment under test with rated currents above 250 A, suitable test equipment may be dif
In these cases, the applicability of this standard should be carefully evaluated by committees resq
bric, product and praduct-family standards. Alternatively, this standard might be used as a framewor
ent on performance cfriteria between the manufacturer and the purchaser.

st method, "documented in this part of IEC 61000 describes a consistent meth
5 the imMmunity of equipment or a system against a defined phenomenon. As des

urrent
ell as
ected

D-4-11.

e rated
safety

e 1IEC

nity of
s and

icult to
onsible
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od to
cribed
e |EC.

Guide~107, this is a basic EMC publication for use by product committees of th
50 stated in Guide 107, the IEC product committees are responsible for deter

ining

er ‘this immunity test standard should be applied or not, and if applied, thgqy are

responsible for defining the appropriate test levels. Technical commitiee 77 and its sub-
committees are prepared to co-operate with product committees in the evaluation of the value
of particular immunity tests for their products.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition

of the

referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050-161, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161: Electro-
magnetic compatibility
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CEI 61000-2-8, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 2-8: Environnement — Creux
de tension et coupures bréves sur les réseaux d’électricité publics incluant des résultats de
mesures statistiques.

CEI 61000-4-30, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-30: Techniques d'essais
et de mesure — Méthodes de mesure de la qualité de I'alimentation

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans CEI 60050-
161, ainsi que les suivants _s'appliquent:

3.1
norme fondamentale en CEM (ACEC)")
normg relative aux conditions ou aux réglements fondamentaux et généraux nécéssairgs a la
réalisation de la CEM liés ou s’appliquant a tous les produits et systémes et -que les comités
de prqduits peuvent utiliser comme document de référence

3.2
immupité (4 une perturbation)
aptituge d'un dispositif, d'un appareil ou d'un systéme a fonctionner sans dégradatipn en
présepce d'une perturbation électromagnétique

[VEI 161-01-20]

33
creux| de tension
diminyition brusque de la tension a un endroit particulier d’'un systéme d’alimentation
électrigue qui devient inférieure a un seuil 'de creux spécifié, puis reprend une paleur
supérleure au seuil aprés un bref intervalle:de temps

NOTE Typiquement, un creux est associé a-\’apparition et a la disparition d’un court-circuit ou de toufe autre
cause de surintensité dans le systéme ou les.installations connectées a celui-ci.

NOTE 2 Un creux de tension est une-perturbation électromagnétique en deux dimensions, dont le niveau est
déterm|né par la tension et la durée,

3.4
coupure bréve
diminyition brusque dea tension sur toutes les phases a un endroit particulier d’un systéme
d’alimlentation électriqgue qui devient inférieure a un seuil d’interruption spécifié, puis rgprend
une valeur supérietire au seuil apres un bref intervalle de temps

NOTE |Les coupures bréves sont souvent liées aux dispositifs de commutation dont le fonctionnement gst lié a
I'apparition et a\la disparition de courts-circuits dans le systéme ou les installations connectées a celui-ci.

3.5

tension résiduelle (d’un creux de tension)
valeur minimale de la tension efficace enregistrée pendant un creux de tension ou une
coupure bréve

NOTE La tension résiduelle peut étre exprimée en volts, en pourcentage ou en valeur unitaire par rapport a la
tension de référence.

3.6

tension assignée

Ur

tension assignée de 'EST

1) Comité¢ consultatif pour la compatibilité électromagnétique (Advisory Committee on Electromagnetic
Compatibility (ACEC) en anglais).
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IEC 61000-2-8, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-8: Environment — Voltage dips
and short interruptions on public electric power supply systems with statistical measurement
results

IEC 61000-4-30, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-30: Testing and measurement
techniques — Power quality measurement methods

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60050-161 as well
as thqg following definitions apply:

3.1
basic|EMC standard (ACEC)")
standard giving general and fundamental conditions or rules for the achievement of |[EMC,
which| are related or applicable to all products and systems, andcserve as refgrence
documents for product committees

3.2
immuhity (to a disturbance)
ability| of a device, equipment or system to perform without degradation in the presence of an
electrpmagnetic disturbance

[IEV 161-01-20]

3.3
voltage dip
suddein reduction of the voltage at a particular point of an electricity supply system beglow a
specified dip threshold followed by its recevery after a brief interval

NOTE Typically, a dip is associated with_the occurrence and termination of a short circuit or other ¢xtreme
current|increase on the system or installations’/connected to it.

NOTE 2 A voltage dip is a two-dimensional electromagnetic disturbance, the level of which is determined py both
voltage| and time (duration).

3.4
short|interruption
sudden reduction of the-voltage on all phases at a particular point of an electric supply slystem
below|a specified interruption threshold followed by its restoration after a brief interval

NOTE | Short interruptions are typically associated with switchgear operation related to the occurrenge and
termingtion of short circuits on the system or installations connected to it.

3.5
residial voltage (of voltage dip)

minimum value of r.m.s. voltage recorded during a voltage dip or short interruption

NOTE The residual voltage may be expressed as a value in volts or as a percentage or per unit value relative to
the reference voltage.

3.6

rated input voltage

Ur

root-mean-square input supply voltage for which the equipment has been designed. Several
rated input voltages may be specified for one equipment

1) Advisory Committee on Electromagnetic Compatibility (ACEC).
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3.7

dysfonctionnement

cessation de l'aptitude d’'un matériel a accomplir ses fonctions ou exécution de fonctions
incorrectes par le matériel

3.8

étalonnage

ensemble des opérations établissant, en référence a des étalons, la relation qui existe, dans
les conditions spécifiées, entre une indication et un résultat de mesure

NOTE 1 Cette définition est congue dans I'approche "incertitude".

NOTE P L[a relation entre Tes indications et les resuliants de mesure peut etre donnee, en principe, dans un
diagramhme d'étalonnage.

[VEI 311-01-09]

3.9
vérifi¢cation
ensemble des opérations utilisées qui s’appliquent a ’ensemble des matériels d’essais (par
exemple le générateur d’essai et les cables d’interconnexion) pour demontrer que le systéme
d’essai fonctionne conformément aux spécifications décrites a I'Article 6

NOTE Les méthodes de vérification ne sont pas nécessairement les mémes gue les méthodes d’étalonndge.

NOTE 2 Les procédures de vérification décrites en 6.1.2 servent a vérifier que le générateur d’essai fonctionne
correctement les autres éléments constituant le montage d’essai servent’ a vérifier qu’'une forme d’onde dorrecte
est délivrée a 'EST.

NOTE Dans le contexte de cette norme fondamentale en CEM, Cette définition est différente de celle ipdiquée
dans VEI 311-01-13.

4 Généralités

Les cfeux de tension, les coupures bréyes et les variations de tension de I'alimentation
électr|que peuvent avoir une incidenceisur les matériels électriques et électroniques.

Les creux de tension et les couptires bréeves sont causés par des défaillances au nivgau du
réseall, essentiellement des~ courts-circuits (voir également la CEI 61000-2-8), dans les
installptions ou par d’importantes variations brusques de charge. Dans certains cas, plugieurs
creux|ou coupures consécutifs peuvent survenir. Les variations de tension sont causéés par
des variations continués)des charges connectées au réseau.

Les cfeux de tension aux bornes des matériels sont influencés par les raccordements des
transfprmateurs,entre le lieu de la faute sur le circuit d'alimentation et le point de
raccordement.-du matériel. Les raccordements des transformateurs influencent a Ip fois
I'ampljtudé et le déphasage angulaire du creux de tension auquel le matériel est soumis

Ces phénomenes, aléatoires par nature, peuvent étre caractérisés de maniere minimale en
vue d’étre utilisés pour des simulations en laboratoire en termes d’écart par rapport a la
tension nominale et de durée.

En conséquence, différents types d’essais sont spécifiés dans cette norme pour simuler les
effets des variations brusques de tension. Ces essais doivent uniquement étre utilisés pour
des cas particuliers et justifiés, et relévent de la responsabilité des comités de produits ou
de spécifications.

Le comité de produits est responsable d’établir les phénoménes concernés parmi ceux
traités dans cette norme et de décider des conditions d’application de I’essai.
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3.7
malfu

nction

termination of the ability of equipment to carry out intended functions or the execution of
unintended functions by the equipment

3.8

calibration
set of operations which establishes, by reference to standards, the relationship which exists,

under

specified conditions, between an indication and a result of a measurement

NOTE 1 This term is based on the "uncertainty" approach.

NOTE }
by a ca

ibration diagram.

[IEV 311-01-09]

3.9

verification

set off

operations which is used to check the test equipment system (e:g! the test gen

and the interconnecting cables) and to demonstrate that the test system is functioning
the specifications given in Clause 6

NOTE

The methods used for verification may be different from those used for calibration.

NOTE 2 The procedure of 6.1.2 is meant as a guide to insure the correct operation of the test generat

other it

NOTE
IEV 31

4 G

Electr
voltag

ems making up the test set-up so that the intended waveform is delivered to the EUT.

For the purpose of this basic EMC standard this definition is different from the definition d
-01-13.

leneral

cal and electronic equipment may_be affected by voltage dips, short interruptiq
e variations of power supply.

Voltage dips and short interruptions are caused by faults in the network, primarily
circuis (see also IEC 61000-2-8); in installations or by sudden large changes of lo

certai
cause

Voltag
the fa

N cases, two or more consecutive dips or interruptions may occur. Voltage variatio
d by continuously varying loads connected to the network.

LIt location on the supply system and the equipment connection point. The transf

conngctions wilkinfluence both the magnitude and the phase relationship of the volta

exper

enced by‘the equipment.

Thesd phenomena are random in nature and can be minimally characterized for the py

of lab

e refationst 1p between the ndications and the resulis of measurement can be expressea, n pilinciple,

erator
within

or, and

iven in

ns or
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ad. In
ns are

e dips at equipment terminals are influenced by the transformer connections beftween

ormer
e dip

rpose

ratory simulation in terms of the deviation from the rated voltage. and duration

Consequently, different types of tests are specified in this standard to simulate the effects
of abrupt voltage change. These tests are to be used only for particular and justified cases,

under

the responsibility of product specification or product committees.

It is the responsibility of the product committees to establish which phenomena among the
ones considered in this standard are relevant and to decide on the applicability of the test.
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5 Niveaux d'essai

Les tensions données dans la présente norme ont comme base la tension nominale du
matériel (Ut) pour les spécifications des tensions des niveaux d’essai.

Lorsque le matériel présente une gamme de tensions nominales, les points suivants doivent
s’appliquer:

— si la gamme de tensions est inférieure a 20 % de la plus basse tension spécifiée pour la
gamme de tensions nominales, une seule tension de cette gamme peut étre spécifiée
comme base pour les spécifications des niveaux d’essai (Uy);

— dalns tous les autres cas, la procédure d’essai doit s’appliquer a la fois aux tensiops les
plis élevées et aux tensions les plus faibles de la gamme de tensions;

— la|sélection de durées et de niveaux d’essai doit tenir compte des informations indiguées
dans la CEIl 61000-2-8.

51 Creux de tension et coupures bréves

Le pagsage de la tension Uy & la nouvelle tension est brusque. A moins d'indication coptraire
du comité produits concerné, ce changement doit s'effectuer au déphasage 0° (c'est-a-dire au
passajge par zéro positif de la phase qui subit un creux de tefision), voir 8.2.1, pour le|début
et la fin des creux de tension et des interruptions. Les niveaux de tension d’essai sulivants
(en %|de Uy) sont utilisés: 0 %, 40 %, 70 % et 80 %, ce qui correspond a des creux qu des
interryptions de tension résiduelle de 0 %, 40 %, 70 %.e{'80 %.

Pour |es creux de tension, les durées et les niveaux d’essai préférés sont indiqués dans le
Tableau 1 et un exemple est représenté a la Figure 1.

Pour |es coupures bréves, les durées et lesvniveaux d’essai préférés sont indiqués dans le
Tableau 2.

Les durées et niveaux d’essai préférés, indiqués dans les Tableaux 1 et 2, tiennent compte
des informations indiquées dans 1a_CEI 61000-2-8.

Les njveaux d'essai préférés—indiqués dans le Tableau 1 sont raisonnablement sévefes et
sont représentatifs de nombreux creux de tension réels, mais n'ont pas pour but de garantir
I'immunité pour n'impgrte quel creux de tension. Des creux de tension plus sévérep, par
exemple un niveau d'essai de 0 % pendant 1 s, et des creux de tension triphasés, pguvent
étre cpnsidérés pariles comités produits.

Le temps de.montée, ¢, et le temps de descente, #, pendant les variations brusque$ sont
indiqulés dans le Tableau 4.

Les dUTEes et niveaux dolvent etre Indiques dans les speciiications des produits. Un hiveau
d’essai de 0 % correspond a une coupure totale de la tension d’alimentation. En pratique, une
tension d’essai comprise entre 0 % et 20 % de la tension nominale peut étre considérée
comme une coupure totale.

Il convient que les durées plus courtes indiquées dans le Tableau 1, et en particulier la demi-
période, soient testées pour confirmer que I'équipement soumis aux essais (EST) fonctionne
conformément aux limites spécifiées pour celui-ci.

Lors de la définition des criteres de performances pour des perturbations dont la durée est
une demi-période pour des produits équipés d’un transformateur de réseau, les comités de
produits devront étre particulierement attentifs aux effets causés par les courants d’appel.
Pour de tels produits, ces courants peuvent étre 10 a 40 fois plus élevés que le courant
nominal en raison de la saturation du flux magnétique du noyau du transformateur apres le
creux de tension.
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5 Testlevels

The voltages in this standard use the rated voltage for the equipment (Ug) as a basis for

voltag

e test level specification.

Where the equipment has a rated voltage range the following shall apply:

- if the voltage range does not exceed 20 % of the lower voltage specified for the rated
voltage range, a single voltage within that range may be specified as a basis for test level

Sp

ecification (Ut);
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all other cases, the test procedure shall be applied for both the lowest and/.h
tages declared in the voltage range;

e selection of test levels and durations shall take into account the information gi
C 61000-2-8.

Voltage dips and short interruptions

hange between Ut and the changed voltage is abrupt. Unless(otherwise specified
nsible product committee, the start and stop phase angle for the voltage dip
ptions shall be 0° (i.e. the positive-going voltage zero*Crossing on the dipped p
.2.1. The following test voltage levels (in % U;) arewused: 0 %, 40 %, 70 % and
ponding to voltage dips or interruptions with residual voltages of 0 %, 40 %, 70

wn in Figure 1.
ort interruptions, the preferred testlevels and durations are given in Table 2.

referred test levels and durations given in Tables 1 and 2 take into accou
ation given in IEC 61000-28.

referred test levels in Table 1 are reasonably severe, and are representative of

test lgvels, for example*0 % test level for 1 s, and balanced three-phase dips, m
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The
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ered by product committees.
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The |
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hase),
80 %,
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Iltage dips, the preferred test levels and durations are given in Table 1, and an example

ht the

many

orld dips, but are.not intended to guarantee immunity to all voltage dips. More gevere

Ry be

oltage rise. time, ¢, and voltage fall time, #, during abrupt changes are indicated in

bvels and durations shall be given in the product specification. A test level qf 0 %

corresponds to a total supply voltage interruption. In practice, a test voltage level from
20 % of the rated voltage may be considered as an interruption.

% to

Shorter durations in the table, in particular the half-cycle, should be tested to be sure that the
equipment under test (EUT) operates within the performance limits specified for it.

When setting performance criteria for disturbances of 0,5 period duration for products with a
mains transformer, product committees should pay particular attention to effects which may
result from inrush currents. For such products, these may reach 10 to 40 times the rated
current because of magnetic flux saturation of the transformer core after the voltage dip.
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Tableau 1 — Durées et niveaux d’essai préférés pour les creux de tension

Classes @

Durée et niveau d’essai pour des creux de tension (z5) (50 Hz/60 Hz)

Cla

sse 1

Au cas par cas en fonction des exigences du matériel

Cla

sse 2 0 % pendant

Y2 période

0 % pendant
1 période

70 % pendant
25/30 périodes ©

Cla

sse 3 0 % pendant

Y2 période

0 % pendant
1 période

40 % pendant
10/12 périodes ©

70 % pendant
25/30 périodes ¢

80 % pendant
250/300 périodes ©

Clas

se X P X

X

X

X

X

Classes similaires a la CEI 61000-2-4; voir ’Annexe B.

b A dgfinir par le comité de produits. Pour des matériels connectés directement ou indirectement G@u
ic, les niveaux ne doivent pas étre moins sévéres que ceux de la Classe 2.

pub

réseau

€ "25/30 périodes" signifie "25 périodes pour des essais a 50 Hz" et "30 périodes pour des essais a |60 Hz",

" 10

12 périodes " signifie " 10 périodes pour des essais a 50 Hz " et " 12 périodes pour des,essais a 60 Hz " et

" 2p0/300 périodes " signifie " 250 périodes pour des essais a 50 Hz " et " 300 périodes.pour des gssais a
60 Hz "

Tableau 2 — Durées et niveaux d’essai préférés pour les.coupures bréves

Classes @ Durée et niveau d’essai pour des coupures bréves (¢g5) (50 Hz/60)

Hz)

Classe 1 Au cas par cas en fonction des exigences du matériel

Classe 2 0 % pendant 250/300 périodes ¢

Classe 3 0 % pendant 250/300 périodes ¢

Classe X P X

Clagses similaires a la CEIl 61000-2-4; voir ’Annexe B,

A définir par le comité de produits. Pour des matériels connectés directement ou indirectement au réseay
les piveaux ne doivent pas étre moins séveres que.ceux de la Classe 2.

"250/300 périodes" signifie "250 périodes poundes essais a 50 Hz" et "300 périodes pour des essais a 6

public,

Hz"

5.2

Cet epsai porte sur une transition définie entre une tension nominale Ut et la valeur
tensign aprés la variation.

NOTE

La dufée préféréedes variations de tension et la durée pendant laquelle les tensions ré
doivent étre conservées sont indiquées dans le Tableau 3. Le taux de variation do
constI

aux ppints_dé passage a zéro et qu’ils ne soient pas supérieurs a 10 % de Ur. Les échelons
inférigucs.a 1 % de Uy sont considérés comme des taux de variation de tension constanTs

Variations de tension (facultatif)

La durée de la vafiation de tension est courte et peut étre causée par une variation de charge.

de la

duites
t étre
ituent

nt; toutefois, la tension peut étre échelonnée. Il convient que les échelons se g

Tableau 3 — Durée des variations de tension d’alimentation a court terme

Niveau d'essai
de la tension

Temps de diminution
de la tension (¢;)

Durée
de la tension réduite (z,)

Temps d’augmentation
de la tension (7;)
(50 Hz /60 Hz)

70 %

Brusque

1 période

25/30 périodes P

X a

X a

X a

X a

a A définir par le comité de produits.

b "25/30 périodes" signifie "25 périodes pour des essais a 50 Hz" et "30 périodes pour des essais a 60 Hz".
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Table 1 — Preferred test level and durations for voltage dips

2005

- 21 -

Classes? Test level and durations for voltage dips (z5) (50 Hz/60 Hz)
Class 1 Case-by-case according to the equipment requirements
Class 2 0 % during 0 % during 70 % during
Y2 cycle 1 cycle 25/30¢ cycles
Class 3 0 % during 0 % during 40 % during 70 % during 80 % during
Y2 cycle 1 cycle 10/12¢ cycles 25/30¢ cycles 250/300¢ cycles
Class XP X X X X X

Classes as per IEC 61000-2-4; see Annex B.

b To e defined by product committee. For equipment connected directly or indirectly to public network§the levels
mugt not be less severe than class 2.
¢ "25/30 cycles" means "25 cycles for 50 Hz test" and "30 cycles for 60 Hz test", “10/12 cycles” means “1( cycles
for $0 Hz test” and “12 cycles for 60 Hz test” and “250/300 cycles” means “250 cycles for 50\Hz test” apd “300
cycles for 60 Hz test”.
Table 2 — Preferred test level and durations for short interruptions
Classes?@ Test level and durations for short interruptions (zg) (50 Hz/60 Hz)
Class 1 Case-by-case according to,the’ equipment requirements
Class 2 0 % duringy250/300¢ cycles
Class 3 0 %7during 250/300¢ cycles
Class XP X

Cc

To
levg

"og5

)

5ses as per I[EC 61000-2-4; see Annex B.

Is must not be less severe than Class 2.

D/300 cycles" means "250 cycles for 50 Hz/est" and "300 cycles for 60 Hz test.

be defined by product committee. For equipmenticonnected directly or indirectly to public netwqrk, the

5.2
Thi

NOTE

The p|
are to

the
no

of volf

st

e
lar]

Voltage variations (optional)

est considers a defined(transition between rated voltage Ut and the changed volta

The voltage change takes place over a short period, and may occur due to change of load.

referred duration-of the voltages changes and the time for which the reduced vo

be maintained.are given in Table 3. The rate of change should be constant; ho
ltage may’be stepped. The steps should be positioned at zero crossings, and sho
ger than 10 % of Ut. Steps under 1 % of Ut are considered as constant rate of ¢
age.

Table 3 — Timi f short- Iy vol _

je.

tages
vever,
uld be
hange

Voltage test level

Time for decreasing
voltage (74)

Time at reduced voltage

(ts)

Time for increasing
voltage (#) (50 Hz/60 Hz)

70 %

Abrupt

1 cycle

25/30P cycles

Xa

Xa

Xa

Xa

a  To be defined by product committee.

b "25/30 cycles" means "25 cycles for 50 Hz test" and "30 cycles for 60 Hz test.
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Il s’agit de la forme typique du démarrage d’un moteur avec un temps rapide de diminution de
la tension, ¢4, et un temps, plus lent, d'augmentation de la tension, ¢.

La Figure 2 représente la tension efficace en fonction du temps. D’autres valeurs peuvent étre
considérées dans des cas justifiés et doivent étre spécifiées par le comité de produits.

U 1 1
o
i
A A A A A | | A A A A
] ]
o
o -
ro B
0 Sl [ 25 t (périodes)
U ]
i
Vo
o
IEC 1671/05
NOTE [La tension diminue jusqu’a 70 % pour 25 périodes. Echelon au passage_a Zéro.
Figure 1 — Creux de tension — figure montrantla forme d'onde
d'un creux de tension de 70.%
A
Urteft)
100 %
70 % 1|
0% s -
7 LT g
d fs ! Temps
IEC 1672/05

Figure 2 — Variation de tension
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This shape is the typical shape of a motor starting with a rapid time for decreasing voltage, 14,

and slower time for increasing voltage, ¢
Figure 2 shows the r.m.s. voltage as a function of time. Other values may be taken in justified

cases and shall be specified by the product committee.

U

A

NOTE

AN

ANAAAN

The voltage decreases to 70 % for 25 cycles (50 Hz). Step at zero crossing.
Figure 1 — Voltage dip — 70 % voltage dip-sine wave graph
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IEC 1671/05
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Figure 2 — Voltage variation


https://iecnorm.com/api/?name=375b1ba3635057afe6b6b20e180ef666

- 24 - 61000-4-34 O CEI:2005

6 Instruments d'essai

6.1 Générateur d’essai

Les caractéristiques suivantes sont communes aux générateurs pour les creux de tension, les
coupures bréves et les variations de tension, sauf indication contraire.

Des exemples de générateurs sont indiqués a I’Annexe D.

Le générateur doit étre équipé pour ne pas émettre d’importantes perturbations, qui, si elles
sont envoyées sur le réseau d’alimentation, peuvent influencer les résultats des essais.

Tout générateur produisant un creux de tension dont les caractéristiques sont supéri€ufes ou
égales (en durée et en amplitude) a celles stipulées par la présente norme est autorise.

La tension de sortie du générateur peut étre influencée par les caractéristiques du
générateur, de la charge, ou du réseau d'alimentation alternatif qui alimente’te génératelr.

6.1.1 Caractéristiques et performances du générateur

Tableau 4 — Spécifications du générateur

Tensign de sortie a vide Comme stipulé:dans le Tableau 1, +5 % de la valgur de
la tension résiduelle

Tensign de sortie du générateur pendant I'essai du CommeSstipulé dans le Tableau 1, £10 % de la tepsion

matérigel résiduelle mesurée comme une valeur efficace cdlculée
chaque demi-période selon CEI 61000-4-30

Courant de sortie admissible Voir Annexe A

Valeur] créte du courant d’appel (pas de condition Voir Annexe A

requisg pour les essais de variation de tension)

Valeur créte instantanée du sur-dépassement/sous- Inférieur a 5 % de Uy
dépassement de la tension réelle, le générateur étant
branché sur une charge résistive — voir NOTE 1

Tempg de montée (et de descente) de la tension t, (et Entre 1 us et 5 ps
t;), voif Figures 1b et 2, pendant une variation brusque,
le géngrateur étant branché sur une.charge résistive —

voir NOTE 1

Déphajsage auquel le creux de tension commence ou 0° a 360° avec une résolution maximale de 5°
finit voir NOTE

Ecart ¢ntre la phasexdes’creux de tension et des Moins de £5°

coupufes et la phase-de la fréquence de I'alimentation

Commpnde du‘passage a zéro des générateurs +10°

NOTE |L’ajustement de I’'angle de phase peut étre demandé pour étre en conformité avec 5.1.

L’'impédance de sortie doit étre principalement résistive.

L’'impédance de sortie du générateur de tension d’essai doit étre faible, méme pendant la
transition de la génération des creux de tension. Un intervalle bref (de 100 ys au maximum)
de forte impédance est acceptable pendant chaque transition. Pour la génération des
interruptions, un circuit électrique ouvert de forte impédance est recommandé.

NOTE 1 La valeur de la charge résistive, non inductive, pour tester les sur-dépassements, sous-dépassements,
temps de montée et temps de descente est de 100 Q pour un générateur de capacité de 50 A ou moins, 50 Q pour
un générateur de capacité supérieure a 50 A mais inférieure ou égale a 100 A, et de 25 Q pour un générateur de
capacité supérieure a 100 A.

NOTE 2 Pour tester le matériel qui régénére I'énergie, il est possible de brancher une résistance externe en
parallele sur la charge. Il ne faut pas que le résultat de I'essai soit influencé par cette charge.

NOTE 3 Une coupure haute-impédance, quand elle est effectuée aux bornes d’une charge inductive, peut générer
des surtensions importantes.
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6 Test instrumentation

6.1 Test generator

The following features are common to the generator for voltage dips, short interruptions and
voltage variations, except as indicated.

Examples of generators are given in Annex D.

The generator shall have provision to prevent the emission of heavy disturbances, which, if
inject¢d 1n the power supply network, may Influence the test results.

Any generator creating a voltage dip of equal or more severe characteristics (amplitude and
duratipn) than that prescribed by the present standard is permitted.

The dutput of the generator may be influenced by the generator characteristics, the load
charagteristics, and/or the characteristics of the a.c. network that suppliesthe generator

6.1.1 Characteristics and performance of the generator

Table 4 — Generator specifications

Outpuf voltage at no load As requiredsin Table 1, £5 % of residual voltage vjalue

Voltagg at the output of the generator during equipment | As required in Table 1, +10 % of residual voltage |value,
test measured as r.m.s. value refreshed each % cycle|per
IEC\61000-4-30

Outpuf current capability See Annex A.

Peak iprush current capability (no requirement for See Annex A

voltage variation tests)

Instanfaneous peak overshoot/undershoot of the Less than 5 % of Ut
actual|voltage, generator loaded with resistive load —

see NOTE 1

Voltagp rise (and fall) time 7, (and #),\during abrupt Between 1 ps and 5 ps
change¢, generator loaded with resistive load — see

NOTE1

Phase|angle at which the yoltage dip begins and ends | 0° to 360° with a maximum resolution of 5° see NOTE

Phase|relationship of voltage dips and interruptions Less than £5 °
with the power frequeney

Zero cyossing control of the generators +10°

NOTE| Phase-angle adjustment may be required to comply with 5.1.

O t H | oall lo | H 4l P
u p UImrpTuarivoc osiiail VT PTrTcUuTTimIaliiry TCoITolvVe.

The output impedance of the test voltage generator shall be low even during transitions when
generating dips. A brief interval (up to 100 us) of high impedance is permitted during each
transition. For generating interruptions, a high impedance open circuit is preferred.

NOTE 1 The value of the non-inductive resistive load for testing overshoot, undershoot, rise time, and fall time
shall be 100 ohms for generators rated for 50 A or less, 50 ohms for generators rated for more than 50 A and less
or equal than 100 A, and 25 ohms for generators rated more than 100 A.

NOTE 2 To test equipment which regenerates energy, an external resistor connected in parallel to the load can
be added. The test result shall not be influenced by this load.

NOTE 3 A high-impedance interruption, when applied to an inductive load, may generate substantial over-
voltages.
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6.1.2 Vérification des caractéristiques des générateurs de creux de tension et de
coupures bréves

Pour comparer les résultats des essais obtenus a partir de différents générateurs, les
caractéristiques des générateurs doivent étre contrélées conformément aux points suivants:

— les tensions de sortie efficaces a 100 %, 80 %, 70 % et 40 % du générateur doivent étre
conformes aux pourcentages des tensions de fonctionnement sélectionnées: 230 V,
120 V, etc.;

— les tensions de sortie efficaces a 100 %, 80 %, 70 % et 40 % du générateur doivent étre
mesurées sans charge et elles doivent étre maintenues a un certain pourcentage de la
vafeurmonmimatede UT,

— latension de sortie du générateur doit étre mesurée pendant les essais comme.une yaleur
efficace calculée chaque demi-période, et doit étre maintenue a l'intérieur durpourcentage
spgcifié pendant les essais.

NOTE | Si on peut démontrer que les appels maxima de courant du matériel sont suffisamment petits pour|ne pas
influenger la tension de sortie du générateur, il n'est pas nécessaire de mesurer la ten§ioh de sortie pendant les
essais.

Les tgmps de montée et de descente, ainsi que le sur-dépassemehnt)et le sous-dépassgment,
doivent étre contrblés pour des commutations a 90° et a 270°,(de 0 % a 100 %, de 100 % a
80 %,|[de 100 % a 70 %, de 100 % a 40 % et de 100 % a 0 %.

La pregcision de I'angle de phase doit étre contrélée podr des commutations de 0 % a 100 %
et de[100 % a 0 %, pour neuf angles de phase entre 0° et 315° par pas de 45°. Elle doit
également étre contrdlée pour des commutations..de~100 % a 80 % et de 80 % a 100 |%, de
100 % a 70 % et de 70 % a 100 %, ainsi que de, 400 % a 40 % et de 40 % a 100 %, a PO° et
180°.

6.2 |Source d’énergie

La fréguence de la tension d’essai ne. doit pas dépasser +2 % de la fréquence nominale

7 Montage d'essai
Pour |a réalisation de I'essai, le cable reliant 'TEST au générateur d’essai doit étre I¢ plus

court |possible conformément aux spécifications du fabricant de I'EST. Si la longugur du
cable|n’est pas spécifiée, elle sera la plus petite possible.

Les montages d’essai des trois types de phénoménes décrits dans cette norme portenf sur:

— leg creux-de tension;

— leg coupures bréves;

— les varialions de tension avec transition progressive enfre la tension nominale et la
nouvelle tension (facultatif).

Des exemples de montages d’essai sont indiqués a ’Annexe D.

8 Procédures d'essai

La prudence doit étre de mise pendant I'installation des essais et la phase des essais. L’'EST
et le matériel d’essai ne doit pas devenir dangereux ou peu sdr du fait de la réalisation des
essais définis dans cette partie de la série CEI 61000. Des précautions devraient étre prises
pour éviter toute situation dangereuse ou peu s(re pour le personnel, 'EST et le matériel
d’essai.
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6.1.2

Verification of the characteristics of the voltage dips, short interruptions
generators

In order to compare the test results obtained from different test generators, the generator
characteristics shall be verified according to the following:

— the 100 %, 80 %, 70 % and 40 % r.m.s. output voltages of the generator shall conform to
those percentages of the selected operating voltage: 230 V, 120 V, etc.;

— the 100 %, 80 %, 70 % and 40 % r.m.s. output voltages of the generator shall be
measured at no load, and shall be maintained within the specified percentage of the Ux;

— the voltage at the output of the generator shall be monitored during tests as an r.m.s.

value refreshed each % cycle, and shall be maintained within the specified perce

thi

NOTE
influen

Rise 4

oughout the tests.

If it can be demonstrated that the equipment peak current requirements are sufficiently. small ag

nd fall time, as well as overshoot and undershoot, shall be verified for switching 3

90° anpd 270°, from 0 % to 100 %, 100 % to 80 %, 100 % to 70 %, 100.% to 40 %, and

to 0 %.

Phase
at nin
from

100 %

6.2

The fn

7 T

angle accuracy shall be verified for switching from 0 % 16 100 % and 100 % tq
e phase angles from 0 to 315° in 45° increments. It shall also be verified for swi

100 % to 80 % and 80 % to 100 %, 100 % to 70 %,and 70 % to 100 %, as well a

to 40 % and 40 % to 100 %, at 90° and 180°.

Power source

equency of the test voltage shall be within +2 % of rated frequency.

bst set-up

The te¢st shall be performed withthé EUT connected to the test generator with the sh

power
shall

The te

— VO
— sh

— VO
VO

supply cable as specified-by the EUT manufacturer. If no cable length is specif
pe the shortest possible_length suitable to the application of the EUT.

st set-ups for the three types of phenomena described in this standard are:

tage dips;
prt interruptions;

tage «variations with gradual transition between the rated voltage and the ch
tage_(optional).

ntage

not to

e the voltage at the output of the generator, it is not necessary to monitor the output voltage during tests.

t both
100 %

0 %,
tching
5 from

ortest
ied, it

anged

Exam

Ies O tesSt sel-uUps dre given In Annex v.

8 Test procedures

Caution should be exercised during the set-up and execution of these tests.

EUT and test

equipment shall not become dangerous or unsafe as a result of the application of the tests
defined in this part of IEC 61000. Precautions should be taken to avoid dangerous and unsafe

situati

ons for personnel, the EUT, and the test equipment.
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Un plan d'essai doit étre préparé avant de commencer tout essai sur un EST donné.

Le plan d'essai devrait étre représentatif de la fagon dont le systéme est couramment

utilise

Les systémes peuvent nécessiter une pré-analyse précise afin de définir les configurations
représentatives des conditions normales de chantier qui doivent étre soumises aux essais.

Les di

fférents cas d'essais doivent étre expliqués et indiqués dans le rapport d'essai.

Il est recommandé que le plan d'essai comprenne les données suivantes:

- la

- leq
co

- la
- leg
- leg
- leg
- le
- la

Si auq
étre s

Toute

les matériels de contrdle soient capables d'afficher I'état du mode de fonctionnement de

pendd
group

8.1
8.1.1

A moi
d’une
limites
consti

Les e
I'EST

NOTE

désignation du type d’EST;

informations sur les connexions possibles (prises, bornes, etc.), (es
rrespondants et les périphériques;

prise d'alimentation du matériel a tester;
informations sur les exigences concernant le courant d’appel de I'équipement;
modes de fonctionnement représentatifs de I'EST pour I'essai;
criteres de performances utilisés et définis dans les spécifications techniques;
ou les mode(s) de fonctionnement du matériel;
description du montage d'essai.

une source réelle de signaux de fonctionnement n’est disponible pour I'EST, ell
mulée.

dégradation des performances doit étre gnregistrée pour chaque essai. |l convie

nt et aprés les essais. Un contréle fanctionnel complet doit étre effectué aprés ¢
b d'essais.

Conditions de référence en*laboratoire
Conditions climatiques

hs qu'il en soit spécifié autrement par le comité responsable d’'une norme générig
norme de produit;les conditions climatiques dans le laboratoire doivent étre da

spécifiées pour’ le fonctionnement de I'EST et des matériels d'essai par
ucteurs respectifs.

5sais ne.doivent pas étre réalisés si I'hnumidité relative entraine une condensati
ou suries matériels d'essai.

Lorsqu’il est estimé qu'il y a suffisamment de preuves pour démontrer que les effets du phéj

cables

e peut

ht que
'EST
haque

ue ou
ns les
leurs

pn sur

omeéne

couverts par la présente norme sont influencés par les conditions climatiques, il convient d'en informer le comité
responsable de la présente norme.

8.1.2

Conditions électromagnétiques

Les conditions électromagnétiques dans le laboratoire doivent garantir un fonctionnement
correct de I'EST pour ne pas perturber les résultats des essais.
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Before starting the test of a given EUT, a test plan shall be prepared.

The test plan should be representative of the way the system is intended to be used.

Systems may require a precise pre-analysis to define which system configurations must be
tested to reproduce field situations.

Test cases must be explained and indicated in the Test report.

It is recommended that the test plan include the following items:

— the type designation of the EUT;

- in
pe

rmation on possible connections (plugs, terminals, etc.) and correspondingycable
ripherals;

— input power port of equipment to be tested;

— information about the inrush current requirements of the equipment;

- re

presentative operational modes of the EUT for the test;

- pel;formance criteria used and defined in the technical specifications;

— de

If the

For e
shoul
after t

8.1
8.1.1

Unles
the cli

rational mode(s) of equipment;
scription of the test set-up.

ch test, any degradation of performance shall be recorded. The monitoring equi
be capable of displaying the status ofgthe operational mode of the EUT durin
he tests. After each group of tests, a fulkhfunctional check shall be performed.

Laboratory reference conditions
Climatic conditions

5 otherwise specified by the committee responsible for the generic or product sta
matic conditions in the l[aboratory shall be within any limits specified for the opera

the EUT and the test equipment by their respective manufacturers.

Tests

shall not beperformed if the relative humidity is so high as to cause condensat

the EWUT or the test'equipment.

NOTE
covere
commit]

8.1.2

Where itlis’considered that there is sufficient evidence to demonstrate that the effects of the phen
by this standard are influenced by climatic conditions, this should be brought to the attention|
ee’responsible for this standard.

hctual operating signal sources are not available’to the EUT, they may be simulated.

pment
g and

hdard,
ion of

on on

menon
of the

Electromagnetic conditions

The electromagnetic conditions of the laboratory shall be such as to guarantee the correct
operation of the EUT in order not to influence the test results.
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Exécution des essais

Pendant les essais, la tension du réseau est contrélée avec une précision de 2 %.

8.2.1

Creux de tension et coupures bréves

1:2005

L'EST doit étre testé pour chaque combinaison de durée et de niveau d’essai sélectionnée
selon une séquence de trois coupures/creux a des intervalles de 10 s minimum (entre chaque
essai). Chaque mode de fonctionnement représentatif doit étre testé.

Pour les creux de tension, les variations de tension d’alimentation doivent se produire a 0°

(pass&ige positt a zero de la tension), a Iexception de Iessai sur vz periode qui doit avq

a 90°.
produ
135°,

NOTE

I’on retrouve fréquemment dans des matériels dont le courant assigné est supérieur a, 16 A par phase

nécess

Pour les coupures bréves, I'angle de début doit étre choisi par le comité produit de mar
reflétgr le pire cas. En I'absence de définition, il est recommandé d'utiliser 0° pour un
phasegs.

Pour

testéds simultanément comme stipulé en 5.1.

Pour

Pour
(entre

en 5.1. Cela implique la mise en ceuvre de six séries d’essais. Voir Figure 3a et Figure
Figure D.2.a et Figure D.2.b de I'Annexe D.

Pour
entre

ceuvrg de trois séries-dessais. Voir I'Annexe C. Voir la Figure 3b et la Figure D
I'Anngxe D.

NOTE
autres

NOTE 2 Dans\le“cas des essais phase-phase d'un matériel triphasé, les vecteurs indiqués a la Fig
représgntentlasméthode acceptable 1 et les vecteurs de la Figure 3c représentent la méthode acceptabl
méthode acceptable 1 indiquée a la Figure 3b peut étre plus facile &8 mettre en ceuvre dans un laboratoire d
Voir Annexe D, Figure D.1. La méthode acceptable 2 indiquée a la Figure 3c peut étre plus représentat

D’autres angles considérés comme critiques peuvent étre sélectionnés par le con
ts ou dans des spécifications de produits. De préférence, ces angles seranb 45
180°, 225°, 270° et 315° sur chaque phase.

\ cause de I'effet de saturation des charges inductives telles que des transformateurs €t des moteu

hire d’éviter les creux de tension d’'une durée d’'une demi-période qui commencent.soit a 0° , soit a 1

in essai de coupure bréve sur des systémes triphasés, les trois phases doivern

phase et neutre ainsi que entre phases) doit étre testée individuellement comme s

In essai de creux de tension sur des systémes triphasés sans neutre, chaque t
phases doit étre testée individuellement comme stipulé en 5.1. Cela implique la m

Dans le casides systémes triphasés, pendant I'essai d'un creux de tension phase-phase, une ou |
ensions varieront également.

ir lieu
ité de
) 9001

s ( que
, il est
BO °.

iere a
e des

t étre

in essai de creux de tension sur des systémes monophasés, les tensions doivent étre
testégds comme stipulé en 5.1. Cela implique lamise en ceuvre d’une série d’essais.

In essai de creux de tension sur des systémes triphasés avec neutre, chaque tg¢nsion

stipulé
3b, et

nsion
se en
.2 de

bs deux

ure 3b
e 2. La
essais.
ve des

creux

e tension reels. Il peut 'y avoir des differences signiticatives entre les resultats obtenus avec les vect

la Figure 3b et ceux obtenus avec les vecteurs de la Figure 3c.

eurs de

Pour les EST qui possédent plusieurs fils d'alimentation, il convient que chaque fil d'alimen-

tation

soit essayé individuellement.
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Execution of the test

During the tests, the mains voltage for testing shall be monitored within an accuracy of 2 %.

8.2.1

Voltage dips and short interruptions

The EUT shall be tested for each selected combination of test level and duration with a
sequence of three dips/interruptions with intervals of 10 s minimum (between each test
event). Each representative mode of operation shall be tested.

For voltage dips, changes in supply voltage shall occur at 0° (positive-going zero crossing of

the vrTltage), EXCcept for vz cycle test which shall occur at 90°. Additional angles cons

critica
from 4

NOTE
signific
0°or1

For short interruptions, the starting angle shall be defined by the product committee

worst

For o
simult

For v
implie

For vq
neutrs
differg
Annex

For v
shall
Annex

NOTE
the oth

NOTE }
Method
in Figu
shown
results

For E

| may be selected by product committees or individual product specifications pref|
5°,90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315° on each phase.

Because of saturation effects of inductive loads such as transformers and motors (whichtend to b
bnt in equipment rated for greater than 16 A per phase), dips with a half-period duration-that comm
0° should be avoided.

case. In the absence of definition, it is recommended to use 02 for one of the phas

aneously tested as per 5.1.

pltage dips test of single-phase systems, the yvoltage shall be tested as per 5.1
S one series of tests.

Itage dips test of three-phase systems with neutral, each individual voltage (ph3
| and phase-to-phase) shall be tested, one at a time, as per 5.1. This impli
nt series of tests. See Figure 3a and Figure 3b, and Figure D.2.a and Figure D
D.

bltage dips test of three-phasé systems without neutral, each phase-to-phase v
be tested, one at a time,‘as per 5.1. This implies three different series of testg
C. See Figure 3b, and\Figure D.2.a in Annex D.

For three-phase systems, during a dip on a phase-to-phase voltage, a change will occur on one o
br voltages as well.

For phase-to-phase testing on three-phase systems, the vectors of Figure 3b represents Acg
1, and the vectors of Figure 3c represent Acceptable Method 2. The Acceptable Method 1 vectorg
e 3b may be/easier for test labs to generate. See Annex D, Figure D.1. The Acceptable Method 2
n Figure (3cymay be more representative of real-world dips. There may be significant differences b
when cemparing the vectors of Figure 3b to the vectors of Figure 3c.

dered
erably

e more
ence at

s the
eSs.

hort interruptions test of three-phase systems, all){the three phases shall be

. This

se-to-
BS  SiX
2.b in

pltage
. See

I two of

eptable

shown
vectors
etween

JT's with more than one power cord, each power cord should be tested individually}
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70 %
70 %
70 %

NOTE Pour I'essai phase-neutre des systémes triphasés, chaque phase est vérifiée individuellement.

IEC 1673/05

Figure 3a — Essai phase-neutre des systémes triphasés

70%/
/

NOTE | Pour I'essai phase-phase des systémes triphasés, chaque.phase est aussi vérifiée individuellement,

IEC 167K/05

Figure 3b — Essais phase-phase des systémes triphasés — méthode acceptable|1

70 %/ \ 0
/ \

Figure 3c — Essais phase-phase des systémes triphasés — méthode acceptable|2

IEC 167p/05

—70%

L \\

IEC 1676/05

Figure 3d — Solution non acceptable — essai phase-phase sans déphasage

Figure 3 — Essais sur systémes triphasés
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70 %
70 %
70 %

NOTE Phase-to-neutral testing on three-phase systems is performed one phase at a time.

IEC 1673/05

Figure 3a — Phase-to-neutral testing on three-phase systems

70%/
/

NOTE | Phase-to-phase testing on three-phase systems is also pefformed one phase at a time

Figure 3b — Phase-to-phase testing.on three-phase systems —
Acceptable Method 1 phase shift

70 %/ \ 0
/ \

Figure 3¢ — Phase-to-phase testing on three-phase systems —
Acceptable Method 2 phase shift

IEC 167

IEC 167

#/05

b/05

—70 %

70 %/ 70 %
L \\

IEC 1676/05

Figure 3d — Not acceptable — phase-to-phase testing without phase shift

Figure 3 — Testing on three-phase systems
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Variations de tension (facultative)

:2005

L’EST est testé pour chaque variation de tension spécifiée, trois fois a 10 s d’intervalle pour
les modes de fonctionnement les plus représentatifs.

9 Evaluation des résultats d'essai

Les résultats d'essai doivent étre classés en tenant compte de la perte de fonction ou de la
dégradation du fonctionnement du matériel soumis a l'essai, par rapport a un niveau de
fonctionnement défini par son constructeur ou par le demandeur de I'essai, ou selon I'accord

atlaochat a aradisid o olaca

nte:

entre

a) co
I'e
b) pe
dis
ne
C) pe
I'ir]
d) pe
un

Les s
consiq

Cette
d’apti
de fa
foncti
produ

NOTE

tension
deman

10 R

Le raf
partic
- leg
— I'id

pr

mportement normal dans les limites spécifiées par le constructeur, le demandsd
5sai ou l'acheteur;

conateiotale atorr il H Hfioaotion ran oo oA ot lao i,
CCUTTST OCTCUT CT T acTTotTe U OO PToUTTt o orasomocatoT T oooTmTanaoc oot a outy

rte temporaire de fonction ou dégradation temporaire du comportementfcessant af
parition de la perturbation; le matériel soumis a I'essai retrouve aldrs son for
ment normal sans l'intervention d'un opérateur;

rte temporaire de fonction ou dégradation temporaire du comportement néces
tervention d'un opérateur;

rte de fonction ou dégradation du fonctionnement non réeupérable, due a un maté
logiciel endommagés, ou a une perte de données.

pécifications du constructeur peuvent définir des- effets sur I'EST qui peuven
érés comme non significatifs et donc acceptables,

classification peut étre utilisée commeé&sun guide pour I'élaboration des c
ude a la fonction, par les comités responsables des normes génériques, de prod

ur de

res la
ction-

sitant

riel ou

t étre

riteres
Lits et

illes de produits ou comme un cadre ‘pour l'accord sur les criteres d’aptitud¢ a la

bn entre le constructeur et I'acheteurjpar exemple lorsque aucune norme génériq
t ou de famille de produits appropri€e n’existe.

Les niveaux de fonctionnement ne’sont pas nécessairement les mémes pour les essais de ci

pour les essais de coupure bré\ve ou pour I'essai de variation de tension, si cet essai facultat
é

apport d'essai

port d'essai doit’contenir toutes les informations nécessaires pour reproduire |'esg
ilier, ce quissuit doit étre noté:

points 'spécifiés dans le plan d'essai requis a I'Article 8;
entification de I'EST et de tous les matériels associés, par exemple marque, ty

e, de

eux de
f a été

ai. En

pe de

pduit, numéro de série;

— l'identification des matériels d'essai, par exemple marque, type de produit, numéro de

sé

rie;

— toutes les conditions d'environnement spéciales dans lesquelles I'essai a été réalisé, par

ex

emple enveloppe blindée;

— toutes les conditions spécifiques nécessaires pour permettre la réalisation de I'essai;

— le niveau de fonctionnement défini par le constructeur, le demandeur de l'essai ou
I'acheteur;

— le critére d’aptitude a la fonction spécifié dans la norme générique, de produit ou de
famille de produits;

— tous les effets observés sur I'EST pendant ou aprés l'application de la perturbation
d’essai, et la durée pendant laquelle ces effets ont persisté;
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8.2.2 Voltage variations (optional)

The EUT is tested to each of the specified voltage variations, three times at 10 s intervals for
the most representative modes of operations.

9

Evaluation of test results

The test results shall be classified in terms of the loss of function or degradation of
performance of the equipment under test, relative to a performance level defined by its
manufacturer

The manufacturer's specification may define effects on therEUT which may be cons
insignjificant, and therefore acceptable.

This d
respopsible for generic, product and product-family standards, or as a framework f
agreement on performance criteria between thezmanufacturer and the purchaser, for ex
wherg no suitable generic, product or productzfamily standard exists.

NOTE | The performance levels may be differentfor voltage dip tests and short interruption tests as wel
voltage| variations test, if this optional test has been required.

10

The tgst report shall contain‘all the information necessary to reproduce the test. In part
the following shall be récorded:

normal performance within limits specified by the manufacturer, requestor or purchas

temporary loss of function or degradation of performance which ceases” afte
digsturbance ceases, and from which the equipment under test recovers its 1
performance, without operator intervention;

temporary loss of function or degradation of performance, the correctien of which re
oplerator intervention;

logs of function or degradation of performance which is not recoverable, owing to d3
tolhardware or software, or loss of data.

Tlest report

the

identification<of the EUT and any associated equipment, e.g. brand name, product
serial number;

items specified in the test plan required by Clause 8;

er;
r the
ormal

quires

mage

dered

lassification may be used as a guide in formulating performance criteria, by comnittees

br the
ample

as for

cular,

identification of the test equipment, e.g. brand name, product type, serial number;

any specific conditions necessary to enable the test to be performed;
performance level defined by the manufacturer, requestor or purchaser;
performance criterion specified in the generic, product or product-family standard;

any effects on the EUT observed during or after the application of the test disturbance,

and the duration for which these effects persist;
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— la justification de la décision succés/échec (basée sur le critére d’aptitude a la fonction
spécifié dans la norme générique, de produit ou de famille de produits, ou dans I'accord
entre le constructeur et I'acheteur);

— toutes les conditions spécifiques d'utilisation, par exemple longueur ou type de cable,
blindage ou raccordement a la terre, ou les conditions de fonctionnement de I'EST, qui
sont requises pour assurer la conformité.
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— the rationale for the pass/fail decision (based on the performance criterion specified in the

generic, product or product-family standard, or agreed between the manufacturer and the
purchaser);

— any specific conditions of use, for example cable length or type, shielding or grounding, or
EUT operating conditions, which are required to achieve compliance.



https://iecnorm.com/api/?name=375b1ba3635057afe6b6b20e180ef666

- 38 - 61000-4-34 O CEI:2005

Annexe A
(normative)

Valeur créte du courant d'appel d'excitation du générateur d'essai

Pendant I'essai de creux de tension, le courant d'appel d'excitation du matériel peut étre
beaucoup plus important que le courant nominal du matériel. La valeur créte du courant
d'appel d'excitation peut survenir a n'importe quelle étape du procédé, pas nécessairement

L H + H pu | F - 1
lors detarmise—sous—tenstondumatériet:

La valeur créte du courant admissible a la sortie du générateur peut étre une fongtion a [a fois
du gépérateur d'essai et du réseau d'alimentation du générateur.

A.1 | Courant d'appel nécessaire du générateur d'essai

Le geénérateur doit pouvoir fournir la valeur créte d'appel (d'excitation spécifige au
Tableau A.1.

Tableau A.1 — Courant d'appel minimal admissible

Courant nominal Courant d'appel minimal admissible
du matériel du générateur
16 A —|50 A 500 A
50,1 A[- 100 A 1000 A
Plus de 100 A Au moins 1 000 A, et suffisant pour le maintien a +10 % de la tension, penglant la
valeur créte du courant d'appel d'excitation, mesurée comme une valeur egfficace
calculée a chaque‘demi-période selon la CEI 61000-4-30.

A.2 | Mesure de la valeur créte du courant d'appel d'excitation du génératepur

Le cirguit utilisé pour mesurer la valeur créte du courant d’appel d’excitation du générateur
est rgprésenté a la Figure A.1. Grace au redresseur en pont, il n'est pas nécessajre de
changer la polarité du redresseur entre un essai a 270° et un essai a 90°.

La tolérance du/condensateur électrolytique de 1 700 yF doit étre de +20 %. Sa t¢nsion
nominale doit_étre de préférence entre 15 % et 20 % supérieure a la tension de| créte
nominfale du.réseau, par exemple 400 V pour un réseau de 220 V — 240 V. Le condengateur
vair ta résistance série équivalente (ESR) aussi petite que possible a 100 Hz et a

résistance équivalente série (ESR) du condensateur. Plusieurs condensateurs peuvent étre
branchés en paralléle pour obtenir une résistance équivalente série (ESR) d'un niveau
suffisamment bas.

Puisque le condensateur de 1 700 yF doit étre déchargé pour I’essai, une résistance doit étre
branchée en paralléle sur le condensateur et on doit attendre plusieurs constantes de temps
(RC) entre les essais. Une résistance de 10 000 Q donne une constante de temps de 17 s, ce
qui implique un temps d’attente de 1,5 min @ 2 min entre deux essais de courant d’excitation
admissible. Pour diminuer ce temps d’attente, des résistances de valeurs aussi basses que
100 Q peuvent étre utilisées.
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Annex A
(normative)

Test generator peak inrush current drive capability

During voltage dip testing, equipment peak inrush current may greatly exceed equipment
rated current. The peak inrush current may occur at any time during the equipment process,
not necessarily when power is first applied to the equipment.

Peak
gener

AA1

current capability at the output of a test generator may be a function of both\th
htor and of the a.c. mains source that supplies power to the test generator.

Test generator inrush current requirement

e test

The tgst generator shall be capable of supplying the peak inrush current'shown in Table|A.1.
Table A.1 — Minimum peak inrush current capability
Rated current of Minimum peak inrush current capability
Equipment of the' generator
16 A-50 A 500 A
50,1 A— 100 A 1000 A
More than 100 A Not less than 1000 A, and sufficient to maintain £10 %
of required yeltage value during maximum peak inrush,
measured*as r.m.s. value refreshed each ' cycle per
IEC 61000-4-30.
A.2 | Measuring test generator-peak inrush current drive capability
The cfrcuit for measuring generator peak inrush current drive capability is shown in Figure
A.1. Use of the bridge rectifier makes it unnecessary to change rectifier polarity for tgsts at
270° yersus 90°.
The 1(700 uF electrolytic capacitor shall have a tolerance of £20 %. It shall have a vpltage
rating| preferably:15 % — 20 % in excess of the nominal peak voltage of the mains, for
example 400(V)for 220V — 240V mains. The capacitor shall have the lowest pdssible
equivalent.Series resistance (ESR) at both 100 Hz and 20 kHz, and the peak inrush durrent
shall pot be’ limited by the capacitor ESR. Multiple capacitors may be paralleled to a¢hieve
sufficiently low ESR.

Since the test shall be performed with the 1 700 pF capacitor discharged, a resistor shall be
connected in parallel with it and several time constants (RC) must be allowed between tests.
With a 10 000 Q resistor, the RC time constant is 17 s, so that a wait of 1,5 min to 2 min
should be used between inrush drive capability tests. Resistors as low as 100 Q may be used

when

shorter wait times are desired.
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La sonde de courant doit pouvoir supporter la totalité de la valeur créte du courant d’appel
d’excitation du générateur pendant un quart de période sans saturer.

Les essais doivent étre réalisés en faisant basculer le générateur de 0 % a 100 % a 90° et
270° pour garantir que la valeur créte du courant d’appel d’excitation est suffisante pour les

deux polarités.

Vers l'oscilloscope

T

- A\
Générateur de B o |

ot H
creaxXaetensSon

G T

IEC 1677/05.

Compdsants

G géngrateur de coupure de tension, qui commute a 90° et 270°

sonfde de courant, avec sortie de contrdle branchée sur un oscilloscope
redfesseur en pont

résistance de fuite, inférieure a 10 000 Q ou inférieure a 100 Q

O X w -

condensateur électrolytique de 1 700 pF 20 %

Figure A.1 — Circuit utilisé pour déterminer le courant d’appel créte
du générateur de coupures bréves
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The current probe shall be able to accommodate the full generator peak inrush current drive
for one-quarter cycle without saturation.

Tests shall be run by switching the generator output from 0 % to 100 % at both 90° and 270°,
to ensure sufficient peak inrush current drive capability for both polarities.

To oscilloscope

Dip B VA
3UI oT atUl

G c

IEC 1677/05.

Compdnents

G tesf|voltage generator, switched on at 90° and 270°
curilent probe, with monitoring output to oscilloscope
recfifier bridge

blegder resistor, not over 10 000 Q or less than 100 Q

O X w -

1700 pyF 20 % electrolytic capacitor

Figure A.1 — Circuit for determining inrush current drive capability
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Annexe B
(informative)

Classes d'environnement électromagnétique

1:2005

Les classes d'environnement électromagnétique définies ci-dessous sont tirées de la

CEl 6

1000-2-4.

Classle 1

Cette

inférigurs a ceux du réseau public. Elle traite de I'utilisation des matériels trés, sensiblg
perturpations dans ['alimentation, comme par exemple l'instrumentation (de" labors

techn

NOTE

blogiques, certains matériels automatisés et de protection, certains ordinateurs, et

Les environnements de la classe 1 incluent généralement des matériels devant étre protégés

apparells tels que des alimentations sans interruption (ASl), des filtres ou des parasurtenseurs.

Classje 2

Cette|classe s'applique aux points communs de raccordement au réseau public (PC(Q
systémes client) et aux points communs de raccordementi’au réseau public en usine
dans |'environnement industriel en général. Les niveaux de compatibilité dans cette
étant |dentiques a ceux des réseaux publics, les composants destinés a des applications
les régeaux publics peuvent donc étre utilisés dans.cette classe d'environnement industi
Classe 3

Cette |classe s'applique uniquement aux;JPC en environnement industriel. Ses nive

compatibilité sont supérieurs a ceux-"de la classe 2 pour certains phénomén
perturpation.

Il con

ient d’utiliser cette classe.par exemple dans I'une des conditions suivantes:

— unle majeure partie deda charge passe par des convertisseurs;

bsence de machines de soudage;

— dejs moteurs puissants sont mis en marche fréquemment;

— leg charges «arient rapidement.

NOTE

L'alimentation a des charges fortement perturbantes, comme les fours a arc et les gros conver

qui sorlt géhéralement alimentés a partir d'un bus de raccordement compartimenté, présente fréquemm

niveau
de défi

de/perturbation supérieurs a ceux de la classe 3 (environnement dur). Dans ces cas spéciaux, il g

classe s'applique aux alimentations protégées et a des niveaux de conipatibilité

S aux
toires

N
L.

ar des

pour
(IPC)

Classe
dans

iel.

ux de
s de

isseurs
Ent des
onvient

irles niveaux-de compatibilitéaupréalable
* *

NOTE 2 |l convient de déterminer la classe applicable aux nouvelles usines ou aux extensions d'usines existantes en

du type

de matériel et de procédé envisagé.

fonction
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The

Annex B
(informative)

Electromagnetic environment classes

following electromagnetic environment classes have been summarised

IEC 61000-2-4.

from

Class

This d
levels
for ing

1

It relates to the use of equipment very sensitive to disturbances in the,power s
tance the instrumentation of technological laboratories, some automationyand pro

equipment, some computers, etc.

NOTE
uninter

Class

This ¢
points|
levels
for ap

Class

This d

Class 1 environments normally contain equipment which requires protection by such apparg
uptible power supplies (UPS), filters, or surge suppressers.

2
lass applies to points of common coupling (PCCs foryconsumer systems) and in

in this class are identical to those of public networks; therefore components des
plication in public networks may be used in this'¢lass of industrial environment.

3

lass applies only to IPCs in industrial environments. It has higher compatibility

than fhose of class 2 for some disturbance phenomena. For instance, this class sho

consiq

ered when any of the following.conditions are met:

— a mmajor part of the load is fed-through converters;

— W€

Iding machines are present;

— lange motors are frequently started;

—  lod

NOTE
supplie
such s

NOTE }
equipm

ds vary rapidly,

The supply«to™highly disturbing loads, such as arc-furnaces and large converters which are g
H from a sedregated bus-bar, frequently has disturbance levels in excess of class 3 (harsh environm
ecial situations, the compatibility levels should be agreed upon.

The “Class applicable for new plants and extensions of existing plants should relate to the
entrand process under consideration.

lass applies to protected supplies and has compatibility levels lower than public nI:work

upply,
ction

tus as

-plant

of common coupling (IPCs) in the industrial envifenment in general. The compatibility

igned

levels
uld be

tnerally
ent). In

type of
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Annexe C
(informative)

Vecteurs de tension pour les essais triphasés

:2005

Les graphes, équations et tableaux de cette annexe supposent tous que le conducteur de
neutre est électriquement centré entre les trois conducteurs de phase. Pour les systémes
électriques dont le neutre ne serait pas centré, il faudrait créer d'autres vecteurs de tension.

CcA

Les cfeux de tension sont appliqués entre la phase et le neutre, une phaseya la foig
Le générateur indiqué a la Figure D.1 crée les vecteurs suivants quand il est

8.2.1)
selon

L2

10

100 %

L3

la Figure D.2.b.

/

100 %
ULs-
b % L1-L2
a 30°
N
P 1-P
100 %
00 %
100 %

N

Vecteurs de creux de tension phase-neutre

L1

IEC (1678/05

Figure C.1 — Vecteurs de creux de tension phase-neutre

. 0
a =sin”! sin(120~)
J1+ P2 - 2Pcog(120°)
|1+ P2<2Pcos(120°)
Up-12 =

V3

(voir
utilisé

(C.1)

(C.2)

P est le~pourcentage du creux de tension phase-neutre,
exprimé comme une fraction de la tension nominale

phase-neutre.

UL1.L2 st la tension de L1 a L2, exprimée comnie une

fraction de la tension nominale phase-phase.

NOTE La fonction sin-1 est ambigué (il y a toujours deux an
correspondent a la méme valeur), et donne des valeurs co
entre -90° et +90°, de telle sorte qu'il faut choisir le g
adéquat.

gles qui
mprises
uadrant
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Annex C
(informative)

Vectors for three-phase testing

The graphs, equations, and tables in this annex all assume that the neutral conductor is
electrically centered between the three phase conductors. For electrical systems in which the
neutral is not electrically centered, different vectors must be created.

CcA

Voltad
gener
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N
10

100 %

L3

/

100 %
U1

b % L1-L2

a 30°
N L1
P 1-P
100 %
00 %
100 %

N

IEC 1678/05

Phase-to-neutral dip vectors

e dips are applied phase-to-neutral, one phase at a time (see 8.2.1). The examg
htor in Fig. D.1 generates these vectors when applied as shown in FighD.2.b.

Figure C.1 — Phase-to-neutral dip vectors

: 0
a=sin! sin(120)
J1+ P2 - 2Pcos(120°)
_ 1+P%-2Pcos(120°)
Up-12 =

73

P is.thé percent phase-to-neutral dip, expressed
fragtion of the nominal phase-to-neutral voltage.

UL 1.L2 is the voltage from L1 to L2, expressed
fraction of the nominal phase-to-phase voltage.

NOTE The sin-! function is ambiguous (there are always two
that have the same value), and returns values between -9
+90°, so the correct quadrant must be selected.

le dip

(C.1)

angles
0° and
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Tableau C.1 — Valeur des vecteurs pour des creux de tension phase neutre

P U2 (Y PRE Uiz Ui ULan Uiz
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
(pas de creux) 150° 270° 30° 0° 120° 240°
80 % 90 % 100 % 90 % 80 % 100 % 100 %
L1-N 146° 270° 34° 0° 120° 240°
80 % 90 % 90 % 100 % 100 % 80 % 100 %
L2-N 154° 266° 30° 0° 120° 240°
80 % 100 % 90 % 90 % 100 % 100 % 80 %
:—3 Il‘l ouU P p4e) U 12U 94U
70 % 85 % 100 % 85 % 70 % 100 % 100 %
L1-N 144° 270° 36° 0° 120° 240°
70 % 85 % 85 % 100 % 100 % 70 % 100 %
L2-N 156° 264° 30° 0° 120° 240°
70 % 100 % 85 % 85 % 100 % 100 % 70 %
L3-N 150° 276° 24° 0° 120° 240°
40 % 72 % 100 % 72 % 40 % 100'% 100 %
L1-N 136° 270° 44° 0° 120° 240°
40 % 72 % 72 % 100 % 100 % 40 % 100 %
L2-N 164° 256° 30° 02 120° 240°
40 % 100 % 72 % 72 % 100"% 100 % 40 %
L3-N 150° 284° 16° 0° 120° 240°
NOTE “100 %” représente la tension en |'absénce de creux de tension. Pour
des tensions phase-phase, cette valeur peut. étre supérieure au 100 % phase
neutre par un facteur de «/g .
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Table C.1 — Vector values for phase-to-neutral dips

P U112 ULas Us.a Ui Uz ULsn
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
(no dip) 150° 270° 30° 0° 120° 240°
80 % 90 % 100 % 90 % 80 % 100 % 100 %
L1-N 146° 270° 34° 0° 120° 240°
80 % 90 % 90 % 100 % 100 % 80 % 100 %
L2-N 154° 266° 30° 0° 120° 240°
80 % 100 % 90 % 90 % 100 % 100 % 80 %
Ls I“l ou s 20 U | 4V) 494U
70 % 85 % 100 % 85 % 70 % 100 % 100 %
L1-N 144° 270° 36° 0° 120° 240°
70 % 85 % 85 % 100 % 100 % 70 % 100 %
L2-N 156° 264° 30° 0° 120° 240°
70 % 100 % 85 % 85 % 100 % 100 % 70 %
L3-N 150° 276° 24° 0° 120° 240°
40 % 72 % 100 % 72 % 40 % 100 % 100 %
L1-N 136° 270° 44° 0° 1202 240°
40 % 72 % 72 % 100 % 100 % 40 % 100 %
L2-N 164° 256° 30° 0° 120° 240°
40 % 100 % 72 % 72 % 100"% 100 % 40 %
L3-N 150° 284° 16° 0° 120° 240°
NOTE *“100 %” represents the voltage when no dip is present. For phase-to-
phase voltages, this value will be higherithan the 100 % phase-to-neutral
value by a factor ofx/g .
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Vecteurs de creux de tension phase-phase — méthode acceptable 1

:2005

En triphasé, les creux de tension sont appliqués entre phases, chaque paire de phases
individuellement (voir 8.2.1). Les vecteurs stipulés selon la Figure C.2 représentent la
méthode acceptable 1 pour les creux de tension phase-phase en triphasé, mai. L'exemple de
générateur stipulé a la Figure D.1 permet d'obtenir ces vecteurs quand utilisé selon la Figure

D.2.a.

-

NOTE
des val

0% ULs-L1

// 100 %

6

L1

IEC 1679/05

La fonction sin-! est ambigué (il y a toujours deux angles qui correspondent & la méme valeur), e
eurs comprises entre~90° et +90°, de telle sorte qu'il faut choisir le quadrant adéquat.

Figure C.2 —Vecteurs de creux de tension phase — méthode acceptable 1

Uy1-n =1+ 3P2 - (24/3)Pcos(30°) (¢.3)
o = 120° - sin-1| P33 5in(30%) (¢.4)
Up-n
14 U1y )P - 2U 14y @as(a +120°)
Uyspq= (¢.5)
L3-11 \/g
0 =60° —sin_{U“_N sin(a+1200)] (¢.6)
V3U 34

P est le pourcentage du creux de tension phase-{

hase,

exprimé comme une fraction de la tension nominale

phase-phase.

U, 1.yt la tension de L1 au neutre (si un cond

Licteur

neutre existe), exprimé comme une fraction de la t¢nsion

nominale phase-neutre.

U, 3.1 est la tension de L3 a L1, exprimée comm
fraction de la tension nominale phase-phase.

e une

donne
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C.2 Acceptable Method 1 — phase-to-phase dip vectors

On three-phase systems, voltage dips are applied phase-to-phase, one pair of phases at a
time (see 8.2.1). The vectors shown in Figure C.2 represent Acceptable Method 1 for phase-
to-phase dips on three-phase systems. The example dip generator in Fig. D.1 generates
these vectors when applied as shown in Fig. D.2.a.

=3P (23 )P e0s(36%) (C.3)
L2
A\ : 0
\\ a=120° - sin”™" M (C.4)
Ur1-n
A
. 100 %
100 % ~
ULt 1-P \/1+(UL1_N)2 -2Up4-n dos(a +120°)
30° Ups—i1 = (C.5)
g e
100% | N L1
. 0
100 % Uta.ur 9 =60° — sin”" Urq-y Sin(a +1207) (C.6)
// 100 % N3U -
P is the percént phase-to-phase dip, expressed as a
W\ e fraction of thechominal phase-to-phase voltage.
L3 |

IEC 1679/05
UL ¢1.n4i8 the voltage from L1 to Neutral (if a Neutral

conductor exists), expressed as a fraction qf the
nominal phase-to-neutral voltage.

UL3.1 is the voltage from L3 to L1, expressed as a
fraction of the nominal phase-to-phase voltage.

NOTE | The sin-! function is ambiguous (there are always two angles that have the same value), and |returns
values petween -90° and +90°, 5o the correct quadrant must be selected.

Figure €.2'- Acceptable Method 1 — phase-to-phase dip vectors
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Tableau C.2 — Vecteurs de creux de tension phase — méthode acceptable 1

P U2 (Y PRE Uiz Ui ULan Uiz
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
(pas de creux) 150° 270° 30° 0° 120° 240°
80 % 80 % 100 % 92 % 72 % 100 % 100 %
L1-L2 150° 270° 41° 14° 120° 240°
80 % 92 % 80 % 100 % 100 % 72 % 100 %
L2-L3 161° 270° 30° 0° 134° 240°
80 % 100 % 92 % 80 % 100 % 100 % 72 %
:—3 L‘I ouU ZO'1 oU U 12U P43
70 % 70 % 100 % 89 % 61 % 100 % 100 %
L1-L2 150° 270° 47° 25° 120° 240°
70 % 89 % 70 % 100 % 100 % 61 % 100 %
L2-L3 167° 270° 30° 0° 145° 240°
70 % 100 % 89 % 70 % 100 % 100 % 61 %
L3-L1 150° 287° 30° 0° 120° 265°
40 % 40 % 100 % 87 % 53 % 100" % 100 %
L1-L2 150° 270° 67° 79° 120° 240°
40 % 87 % 40 % 100 % 100 % 53 % 100 %
L2-L3 187° 270° 30° 02 199° 240°
40 % 100 % 87 % 40 % 100"% 100 % 53 %
L3-L1 150° 307° 30° 0° 120° 319°
NOTE 1 “100 %” représente la tension en l'absence de creux de tension. Pour
des tensions phase-phase, cette valeur peut.étre supérieure au 100 % phase
neutre par un facteur de \/g .

NOTE 2 Les tensions phase neutrétet leurs angles sont indiqués dans le
tableau ci-dessus, mais ne sont a utiliser que pour les systémes avec un
conducteur de neutre. Il faut igngrer les colonnes phase neutre pour les
systémes sans conducteur de_heutre.
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